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Nennungen (Teilnehmeranzahl)

Haufigkeit der Nennung einzelner Elemente in Probe A

,hur® drei Elemente wurden von allen Teilnehmern identifiziert —

zwolf weitere Elemente wurden angegeben; teilweise nur von

einem Teilnehmer
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Konzentrationen der drei Hauptelemente aufgeschliisselt nach verschiedenen Kriterien
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< Probe A
Hersteller
A 8 75,9 1,0 17,0 1,0 7,1 0,2
B 8 74,1 0,2 18,6 0,3 7,3 0,2
C 6 74,8 0,3 17,8 0,7 7,4 0,4
D 2 74,7 0,4 18,2 0,2 7,1 0,2
E 1 75,5 17,6 6,9
Technologie
Si(Li) 16 74,4 0,5 18,2 0,6 7,3 0,3
SDD 9 75,8 1,0 17,1 1,0 7,1 0,2
Beschleunigungsspannung [kV]
30 2 74,7 1,0 18,1 0,7 7,2 0,3
25 1 75,5 17,6 6,9
20 18 74,9 1,1 17,8 1,0 7,3 0,3
15 2 75,3 0,1 17,6 0,4 7,1 0,3
Referenzanalysen
WDX 74,4 17,8 7,8
ICP-OES 74,8 17,6 7,6
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Zusammenfassung

e oute Identifikation und Quantifizierung der Hauptelemente (>>1%)

® Bei Spurenelementen (<~1%) ist die Kernfrage: Welches Element ist vorhanden?
e Nachweisgrenze auch <0,1%
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